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	研究题目
	在线可靠性测试电路研究

	学生要求
	对科研工作有热情，对电路设计或测试有兴趣，具有微电子专业基本知识和技能


	项目简介：
集成电路工艺技术的突飞猛进虽然使得器件的性能得到了很大的提高，但同时也不可避免的带来了器件可制造性及可靠性方面的问题。近年来，众多的研究显示NBTI (Negative Bias Temperature Instability) 效应已经成为限制集成电路等比例缩小的主要障碍，但是由于NBTI效应的复杂性，目前就机理研究还没有形成统一的认识，在电路方面的研究也逐渐成为热点问题，本课题的研究重点是在线可靠性电路的设计与验证。
传统的器件可靠性是在单个器件应力试验的基础上完成的，其测试结构是普通的MOSFET器件，通常也需要四个压焊点，为了能够实现在探针台上的测量，压焊点的面积必需大于70μmx70μm，因此在普通测试结构中，压焊点占用了很大面积，即使采用DUP以及PAD sharing设计方法，也只能提高一部分芯片面积利用率。另外，用探针台测试时，由于连接信号的电缆和探针台本身寄生电容、电感的影响，应力信号特别是一些高频信号将产生失真，为了获得更佳的芯片性能面积比，目前先进的设计方法是将用于可靠性测试的信号发生和采集电路集成在一个测试结构中，实现在线可靠性测试电路。常见的电路模式有基于Ring Oscillator 、Phase Lock Loop、Delay Lock Loop等架构。本科研项目计划设计多种应对可靠性测试的电路，并通过MPW流片加以实验验证。
本科研项目主要分为两个部分，首先是电路功能和结构设计，其中需要解决多电源电平电路、高低电压IO转换与保护等问题，并采用多电源电压工艺完成流片。其次，对所完成的设计进行测试验证。    



